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Der neue Patentanspruch 1 ist gestQtzt auf die ursprunglichen Patentanspruche 1 
und 2. Die neuen Patentanspruche 2 bis 23 sind gestQtzt auf die ursprunglichen 
Patentanspruche 3 bis 25, Sie sind umnummeriert worden; deren Ruckbezuge sind 
angepasst worden. 

Der neue Patentanspnjch 24 ist gestQtzt auf die ursprQnglichen Patentanspruche 25 
und 26. Die neuen Patentanspruche 25 bis 47 sind gestQtzt auf die ursprunglichen 
Patentanspruche 27 bis 49. Sie sind"* umnummiert worden; deren Ruckbezuge sind 
angepasst worden. 

Neuheit 

Der Gegenstand des neuen Patentanspruchs 1 betrifft eine Vorrichtung insbesonde- 
re mit 

a) mehreren, Licht in einem vorgegebenen Spektralbereich emittierenden, er- 
sten Lichtouellen, wobei sich die ersten Lichtquellen in der Wellenlange ihres Emis- 
sionsmaximums voneinander unterscheiden. und wobei die ersten Lichtquellen in 
einem Gehause so aufgenommen sind, dass sie die Oberflache bei darauf aufge- 
setztem Gehause unter einem vorgegebenen ersten Winkel bestrahlen, 

b) mehreren, in einem vorgegebenen Spektralbereich emittierenden, zweiten 
Lichtquellen, wobei sich die zweiten Lichtquellen in der Wellenlange ihres Emissi- 
onsmaximums voneinander unterscheiden, und wobei die zweiten Lichtquellen im 
Gehause so aufgenommen sind, dass sie die Oberflache bei darauf aufgesetztem 
Gehause unter einem vorgegebenen dritten Winkel bestrahlen, und 

c) einem in einem zweiten Winkel angeordneten ersten Mittel zur Messung der 
Intensitaten des von der Oberflache reflektierten Lichts ... 

Eine solche Vorrichtung ist aus der WO 02/31780 A2 (= D1) nicht bekannt. Bei der 
dort beschriebenen Vorrichtung sind lediglich erste Lichtouellen voroesehen, welche 
die Oberflache bei darauf aufgesetztem Gehause unter einem vorgegebenen ersten 
Winkel bestrahlen. Nicht bekannt aus der D1 ist es insbesondere, mehrere zweite 
LichtQuellen vorzusehen. welche die Oberflache bei darauf aufgesetztem Gehause 
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unter einem vorgegebenen dritten Wtnkel bestrahlen. Dasselbe gilt fur den Offenba- 
rungsgehalt der WO 01/531 1 3 A1 (= D2). 

Aus der US 5.596,402 (= D3) ist insbesondere kein Mittel zur Messung der Intensi- 
taten des von der Oberflache reflektierten Lichts vorgesehen: 

Aus der EP 0 341 002 A3 (= D4) ist es nicht bekannt, jeweils mehrere in einem vor- 
gegebenen Spektralbereich emittierende erste und zweite Lichtquellen zur Messung 
zu venA^enden. Dasselbe gilt fur die WO 96/39307 A1 (= D5). 

Auch aus der WO 97/01156 A1 (= D6) ist es nicht bekannt. mehrere erste und 
zweite, in einem vorgegebenen Spektralbereich emittierende Lichtquellen zur Be- 
strahlung der Oberflache zu verwenden, wobei sich die ersten und die zweiten 
Lichtquellen jeweils in der Wellenlange ihres Emissionsmaximums voneinander un- 
terscheiden und wobei die ersten und zweiten Lichtquellen im Gehause so aufge- 
nommen sind, dass sie die Oberflache bei darauf aufgesetztem Gehause unter ei- 
nem vorgegebenen ersten bzw, dritten Winkel bestrahlen. Dasselbe gilt auch fur die 
WO 02/18155 A2 (= 07) sowie die US 5.517,338 (= D8), 

Erfinderische Tatigkeit 

Als nachstliegender Stand der Technik wird die D1 angesehen. 

Daraus ist eine Vprrichtung zur Prufung der Authentizitat einer falschungssicheren 
Markierung in Abhangigkeit des Beobachtungswinkels mit sich andernden Farben 
bekannt mit 

a) mehreren, Licht in einem vorgegebenen Spektralbereich emittierenden er- 
sten Lichtquellen, wobei sich die ersten Lichtquellen in der Wellenlange ihres Emis- 
sionsmaximums unterscheiden, und wobei die ersten Lichtquellen in einem Gehause 
so aufgenommen sind, dass sie die Oberflache bei darauf aufgesetztem Gehause 
unter einem vorgegebenen ersten Winkel bestrahlen, . 

c) einem in einem zweiten Winkel angeordnetem ersten Mittel zur Messung der 
Intensitaten des von der Oberflache reflektierenden Lichts und 
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d) einem Mittel zum automatischen Vergleich der gemessenen Intensitaten mit 
fur die jeweiligen Lichtquellen fur mindestens eine vorgegebene Farbe gespeicher- 
ten Referenzintensitaten. 

Nicht aus D1 bekannt ist es, mehrere in einem vorgegebenen Spektralbereich emit- 
tierende, zweite Lichtquellen vorzusehen, wobei sich die zweiten Lichtquellen in der 
Wellenlange ihres Emissionsmaximums voneinander unterscheiden, und wobei die 
zweiten Lichtquellen inn Gehause so aufgenommen sind, dass sie die Oberflache bei 
darauf aufgesetztem Gehause unter einem vorgegebenen dritten Winkel bestrahlen. 

Das Vorsehen von zweiten Lichtquellen, welche unter einem vorgegebenen dritten 
Winkel die Oberflache bestrahlen, ermoglicht eine exakte Bestimmung von Farben 
in Abhangigkeit des Beobachtungswinkels. Dabel genugt bereits eine Einstrahlung 
geringer Lichtintensitat Es kohnen damit mit geringem apparativen Aufwand Far- 
beffekte identifiziert werden, wie sie insbesondere zur falschungssicheren Markie- 
rung von Geldscheinen oder dgl. benutzt werden. . 

Aufgabe der Erfindung ist es. eine Vorrichtung uhd ein Verfahren anzugeben. mit 
denen auf einfache und kostengunstige Weise Kippfarbeffekte zum Nachweis der 
Authentizitat einer falschungssicheren Markierung identifiziert werden konnen. 

Die Losung dieser Aufgabe ist durch die D1 nicht nahe gelegt, Nach dem Offenba- 
rungsgehalt der D1 ist es nicht bekannt, zur identifizierung von Kippfarbeffekten die 
zu untersuchende Oberflache mit zwei Gruppen von mehreren Lichtquellen zu be- 
strahlen, wobei die beiden Gruppen in einem ersten und einem dritten Winkel be- 
zuglich der Oberflache angeordnet sind. Infolgedessen ist die Vorrichtung nach dem 
Gegenstand des neuen Patentanspruchs 1 durch die D1 nicht nahe gelegt 

Dasselbe gilt sinngemali fur den Offenbarungsgehalt der D6. 

Die Entgegenhaltungen D2, D5, 07 und D8 betreffen Schichtstrukturen, nicht jedoch 
die konkrete Ausgestaltung einer Vorrichtung zu deren Identifizierung. Der Gegen- 
stand des neuen Patentanspruchs 1 ist durch die vorgenannten Entgegenhaltungen 
nicht nahe gelegt. 
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Nach dem Offenbarungsgehalt der D3 und der D4 ist es nicht bekannt, zur Bestrah- 
lung der Oberflache jeweils zwei Gruppen von Lichtquellen zu verwenden. die sich in 
der Wellenlange ihres Emissionsmaximums voneinander unterscheiden. Auch eine 
Kombination der Lehre der D3 Oder der D4 mit der D1 fuhrt nicht in nahe liegender 
Weise zu einer Vorrichtung. be! der zwei Grupoen von Lichtquellen vorgesehen sind. 
welche unter einem verschiedenen Winkel die Oberflache bestrahlen und sich dar- 
uber hinaus in der Wellenlange ihres Emissionsmaximums voneinander unterschei- 
den. Infolgedessen ist der Gegenstand des neuen Patentanspruchs 1 auch durch 
eine Kombination der D1 mit der D3 Oder der D4 nicht nahe gelegt. 

Der Gegenstand des neuen Patentanspruchs 1 beruht auch auf einer erfinderischen 
Tatigkeit. Die vorgenannten Argumente gelten analog auch fur den Gegenstand des 
auf ein Verfahren zur Prufung der Authentizitat einer falschungssicheren Markierung 
gerichteten Verfahrensanspruchs 24, Auch der Gegenstand des Patentanspruchs 
24 ist durch den Stand der Technik nicht nahe gelegt. 

Es wird darum gebeten. die Patentfahigkeit der neuen Patentanspruche anzuerken- 
nen. 

Hiifsweise wird die Durchfuhrung einer mundlichen Anhorung gemaa Regel 66.6 
PCT beantragt. 




ler 



Neue Patentanspriiche 



1. Vorrichtung zur Priifung der Authentizi tat einer fal- 
schungssicheren Markierung mit in Abhangigkeit des Beobach- 
tungswinkels sich andernden Farben, mit 

a) mehreren, Licht in einem vorgegebenen Spektralbereich 
emittierenden, ersten Lichtquellen (1) , wobei sich die ersten 
Lichtquellen (1) in der Wellehlange- ihres Emissionsmaximums 
voneinander unterscheiden, und wobei die ersten Lichtquellen 
(1) in einem Gehause (5) so aufgenommen sind, dass sie die 
Oberflache (O) bei darauf aufgesetztem Gehause (5) unter ei- 
nem vorgegebenen ersten Winkel (al) bestrahlen, 

b) mehreren, in einem vorgegebenen Spektralbereich emittie- 
renden, zweiten Lichtquellen (3) , wobei sich die zweiten 
Lichtquellen (3) in der Wellenlange ihres Emissionsmaximums 
voneinander unterscheiden, und wobei die zweiten Lichtquellen 
(3) im Gehause (5) so aufgenommen sind, dass sie die Oberfla- 
che (O) bei darauf aufgesetztem Gehause (5) unter einem vor- 
gegebenen dritten Winkel (gl) bestrahlen, 

ch) einem in einem zweiten Winkel (a2) angeordneten ersten 
Mittel (2) zur Messung der Intensitaten des von der Oberfla- 
che (O) ref lektierten Lichts, und 

de)' einem Mittel (7) zum automatischen Vergleich der gemes- 
senen Intensitaten mit fiir die jeweiligen Lichtquellen (1) 
fiir mindestens eine vorgegebene Farbe gespeicherten Referenz- 
Intensitaten. 

2 .Vorrichtung nach Anapruch 1, wobei mchrcrc, in einem vorgc 
gcbcncn SpcletralbcrciGh Gmitticrcndc , — nwcito Lichtquellen (3) 
vorgcochcn oind, wobei oich die gv^citcn Lichtquellen — (^-) — arft 
der WellcnlangQ ihrco Emiaoionomaximumo voneinander unter 
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e^j ^Qidcn, — und wobci die zwciton LichtqucllGn — (-5-) — im Gchause 
45-) — DO auf gcnommcn , sind; — daoo oic die Obcrflachc — (O) bci dar 
Quf Quf gcootztom Gchauoc — (5)' untcr cincm vorgcgGbcncn drittcn 
Winkol — (Pl) bcotrahlcn. 
5 - ^ 

3- ^2 , Vorrichtunq nach Gincm dcr vorhcrgohcndcn A nspru^ch le, 
wobei ein in einem vierten Winkel {P2) angeordnetes zweites 
Mittel (4) zur Messung der Intensitaten des von der Oberfla- 
che (0) ref lektierten Lichts vorgesehen ist . 

10 

4rT -3 , V orrichtunq - nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wo- 
bei der vorgegebene Spektralbereich bei halber Maximal int en- 
si tat eine Breite.von weniger als 100 nm, vorzugsweise von 
weniger als 50 nm, aufweist. 

15 

5-r- 4 . Vorrichtunq nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wo- 
bei die Lichtquellen (1, 3) Leuchtdioden, Laser oder die 
freien Enden von damit verbundenen Lichtleitf asern sind. 

-^- rS . Vorrichtunq nach' einem der vorhergehenden Anspriiche, wo- 
bei das Mittel zur Messung der Intensitaten mindestens eine 
Fotodiode (2, 4) aufweist. 

^ 6 . Vorrichtunq nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wo- 
25 bei das auf die Oberflache (0) unter dem ersten Winkel (al) 
eingestrahlte Licht spekular reflektiert in dem zweiten Win- 
kel (a2} gemessen wird . 

B~r >7 . Vorrichtunq nach einem der Anspriiche 3 bis 7, wobei das 
30 auf die Oberflache (O) unter dem dritten .Winkel (pl) einge- 
strahlte Licht spekular reflektiert in dem vierten Winkel 
(P2) gemessen wird. 

^8 . Vorrichtunq nach einem der vorhergehenden Anspruche, wo-. 
35 bei der erste (al) und der dritte (pl) Winkel voneinander 
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verschieden sind und in einem Bereich von 5° bis 60®, vor- 
zugsweise von 15® bis 45®, liegen, " 

4rG-7-9. Vorrichtunq nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
5 wobei eine Einrichtung zum seguenziellen Beleuchten der Ober- 
flache (O) mit den Lichtquellen (1, 3) und zum Messeh (2, 4) 
der jeweiligen Intensitaten des ref lektierten Lichts in defi- 
nierter Reihenfolge vorgesehen ist. 

10 -Hb- ^IO, Vorrichtuncf nach einem der - vorhergehenden Anspruche, 
wobei das Emissionsmaximum der Lichtquellen (1, 3) im nahen 
UV- , im sichtbaren- oder im IR-Spektralbereich liegt. 

^Ir^ ll . Vorrichtunq nach einem der vorhergehenden Anspriiche , 
15 wobei die Beleuchtungs- und die Messdauer in Abhangigkeit der 
Leuchtcharakteristik jeder der Lichtquellen (1, 3) und/oder 
der Messcharakteristik des Mittels (2,. 4) zur Messung der In- 
tensitaten festgelegt wird. 

20 -3r9-;r l2 , VorrichtunQ nach einem der .vorhergehenden Anspriiche, 
wobei eine mechanische, elektronische oder Software- 
technische Einrichtung zur Kompensation von Untergrundlicht^ 
vorgesehen ist. 

25 •3r4^ 13. Vorrichtunq nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
wobei zur Trennung der Storsignale von den Messsignalen eine 
Einrichtung zur Modulation der Lichtquellen (1, 3) vorgesehen 
ist. 

30 jr5-T '14 . Vorrichtunq nach einem der vorhergehenden Anspriiche 

wobei mindestens 3 und hochstens 12 erste (1) und/oder zweite 
(3) Lichtquellen vorgesehen sind. 

^r&^ 15 , Vorrichtunq nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
35 wobei das Mittel zum automatischen Vergleich oder zur Berech- 
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4 . . ■ . , 

nung der Koordina.ten im Farbraum einen Microcontroller (7) 
aufweist. 

4r7-^ 16. Vorrichtunq nach einem der . vorhergehenden Anspruche, 
5 wobei eine Anzeigevorrichtung (12), vorzugsweise ein Display. 
Oder eine oder mehrere weitere Leuchtdioden, zur Anzeige des 
beim Vergleich ermittelten Ergebnisse's vorgesehen ist. 

^- ^17. Vorrichtunq nach einem der vorhergehenden Anspruche,' 
10 wobei die f alschungssichere Markierung eine mit einem Gegen- 

stand verbundene, elektromagnetische Wellen ref lektierende 

erste Schicht (14) aufweist, auf welcher eine fur elektroma- 
^ gnetische .Wellen durchlassige, inerte zweite Schicht (16) mit 

einer . vorgegebenen Dicke aufgebracht ist, und wobei eine aus 
15 metallischen Clustern gebildete dritte Schicht (17) auf der 

zweiten Schicht (16) aufgebracht ist. 

:3r9-T -18. VorrichtunQ nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
wobei zumindest eine der Schichten (14, 16, 17, 18) eine 
20 Struktur aufweist. 

^-9-T- l9> Vorrichtunq nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
wobei eine die dritte Schicht (17) liberdeckende , fiir elektro- 
magnetische Wellen durchlassige inerte vierte Schicht (18) 
• 25 vorgesehen ist. 

54~T -20. Vorrichtunq nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
wobei die metallischen Cluster- aus Silber, Gold, Platin, Alu- 
minium,. Kupfer, Zinn oder Indium gebildet sind. 

30 • 

1 , Vorrichtunq nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
wobei die zweite (16) und/oder vierte Schicht (18) aus einem 
der folgenden Materialien hergestellt ist/sind: Metalloxid, 
Metallnitrit , Metallcarbid, insbesondere aus Siliziumoxid, 

35 -carbid, -nitrit, Zinnoxid, -nitrit, Aluminiumoxid, -nitrit 
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Oder Polymer, insbesondere Polycarbonat (PC) , Polyethylen 
(PE) , Polypropylen (PP) , Polyurethan (PU) , Polyimid . (PI) , Po- 
lystyrol (PS) oder Polymethacrylat (PMA) . 

5 Qr ^22 . Vorrichtunq nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
wobei bei einem Abstand zwischen der ersten (14) und ' der 
dritten Schicht (17) von weniger als 2 jim -eine eindeutig 
identif izierbare Farbung erkennbar ist. 

10 S4-T-23_^__Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
wobei die Schichten (14, 16, 17, 18) mittels Dunnschichttech- 
nologie, insbesondere mittels PVD, CVD, oder Drucktech'niken, 
wie Tiefdruck, hergestellt ist/sind. 

15 3-5-T -24. Verfahren zur Priifung der Authentizitat einer fal- 
schungssicheren Markierung mit in Abhangigkeit des Beobach- 
tungswinkels sich andernden Farben, mit folgenden Schritten: 

aa) Bestrahlen der Oberflache (O) mit mehreren, Licht in ei- 
20 nem vorgegebenen Spektralbereich emitt ierenden, ersten Licht- 
quellen (1) unter einem ersten Winkel (al) , wobei sich die 
ersten Lichtquellen (1, 3) in der Wellenlange ihres Emissi- 
onsmaximums voneinander unterscheiden, 

25 bb) Bestrahlen der Oberflache. mit mehreren, Licht in einem 
vorgegebenen Spektralbereich emittierenden, zweiten Licht- 
quellen (3) unter einem dritten Winkel (PP , wobei sich die 
zweiten Lichtquellen (3) in der Wellenlange ihres Emissions- 
maximums voneinander unterscheiden, 

30 

ccfefe) Messen der Intensitaten des von der Oberflache (O) 

ref lektierten Lichts in einem zweiten Winkel (a2) , 
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dd-ee) Vergleichen der gemessenen Intensitaten mit fiir die 

-jeweiligen Lichtquellen (1, 3) fiir mindestens eine vorgegebe- 
ne Farbe gespeicherten Ref erenz-Intensitaten. 

5 2 6.VGrfahrcn naoh Anopruch 25, wobci die Obcrflacho mittolo 
fflefe rcror, — in oincm vorgcgcboncn SpcktralbcroiGh Qmitticrcn 
d-eft-7 — gwoitcn Liahtqucllcn (3) untcr oincm dritton Winlccl — (pi) 
bolcuchtct wird, wobci oich die gwcitcn LichtquQllcn — (-a^ — ift 
dor Wcllcnlangc ihrco Emiooionomaximumo vonoinandcr untcr 
10 OGhcidcn. 

5-?- ^2 5 . V er f ahren nach oincm dor A nspruHche 24 5 odor 26 , wo- 
bei der vorgegebene Spektralbereich bei halber Maximalinten- 
sitat eine Breite von weniger als 100 nm, vorzugsweise von 
15 weniger als 50 nm, aufweist. 

^-8-7 -26. Verf ahren nach einem der Anspruche 2 4 oder 25 5 bia 

2- =hrj_^ wobei die Intensitaten des von der Oberflache (O) re- 
flektierten Lichts in einem vierten Winkel (P2) gemessen 

20 wird. 

29. 27. Verf ahren nach einem der Anspruche 24_-& bis 26-S-, wobei 
die Beleuchtungs- (al, p2) und Messwinkel (a2, p2) durch An- 
bringen der Lichtquellen (1, 3) und der Mittel (2, 4) zur 
25 Messung der Intensitaten in einem gemeinsamen Gehause (5) 
festgelegt werden. 

3- 9 ^2 8. Verf ahren nach einem der Anspruche 245- bis 279-, wobei 
als Lichtquellen (1, 3) Leuchtdioden, Laser oder die freien 

3 0 Enden von damit verbundenen Lichtleitf asern verwendet werden. 

^^ 2 9 . Verf ahren hach einem der Anspruche 24S bis 2 8-^, wo- 
bei als Mittel zur Messung der Intensitaten mindestens eine 
Fotodiode (2, 4) verwendet wird. 
35 ' . 
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■^••-. -3 0 : Verf ahren nach einem der Anspruche 245; bis 29^, wo- 
bei das auf die Oberflache (O) im ersten Winkel (al) einge- 
strahlte Licht spekular reflektiert unter dem zweiten Winkel 
(a2) gemessen wird. 

5 

3-^ 3 1 . Verf ahren nach einem der Anspruche 245- bis 30-2-, wobei 
das auf die Oberflache (O) im dritten Winkel (pi) einge- 
strahlte Licht • spekular reflektiert unter dem vierten Winkel 
(P2) gemessen wird, 

10 . ' 

^^ ^32, Verf ahren nach einem der Anspruche 5-5-24 bis 313-, wo- 
bei der erste (al) und der dritte (pi) Winkel voneinander 
verschieden sind und in einem Bereich von 5^ bis '60®, vor- 
zugsweise 15° bis 45°, liegen. 

15 ■ 

3 5 . 33. Verf ahren nach einem der Anspruche 5-524 bis 32_4-, wo- 
bei die Lichtquellen (1, 3) sequenziell in definierter Rei- 
henfolge betrieben werden. 

20. -3-^ 34 . Verf ahren nach einem der Anspruche 5-524 bis 33^5-, wo- 
bei das Emissionsmaximum der Lichtquellen (1, 3) im nahen UV- 
im sichtbaren- oder im IR-Spektralbereich liegt. 

3-7^ 35. Verf ahren nach einem der Anspruche 5-524 bis 34_-6-, wo- 
.25 bei die Beleuchtungs- und die Messdauer in Abhangigkeit der 
Leuchtcharakteristik jeder der Lichtquellen (1, 3) und/oder 
der Messcharakteristik des Mittels (2, 4) zum Messung der In- 
tensitaten festgelegt wird. .. 

3 0 3-8-7 -3 6. V erf ahren nach einem der Anspruche 5-52 4 bis 3 5^7-, wo- 
bei durch mechanische, elektronische' oder Software- technische 
Mafinahmen Untergrundlicht kompensiert wird. 
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3- 9-T -3 7 ■ Ver f ahren nach einem der Anspruche S-&24 bis 36*, wo- 
bei zur Trennung der Storsignale von den Messsignalen die 
Lichtquellen (1, 3) moduliert betrieben werden. 

^ 4 ^3 8 . Verf ahren nach einem der Anspruche ■3-&24 bis 3T^, wo- • 
bei mindestens. 3 und hochstens 12 erste (1) und/oder ' zweite 
Lichtquellen (3) vorgesehep sind. 

4 ^3 9. V erf ahren nach einem der Anspruche a-&24 bis 3 84-0-, wo- 
10 bei der automatische Vergleich oder die Berechnung der Koor- 
dinaten im Farbraum unter Verwendung eines Microcontrollers 
(7) durchgefiihrt wird. 

4 ^40. Verf ahren nach einem der Anspruche ^24 bis 394r3r, wo- 
15 bei das beim Vergleich ermittelte Ergebnis mittels einer An- 
zeigevorrichtung (12), vorzugsweise eines Displays oder einer 
Oder mehrerer weitere Leuchtdioden, angezeigt wird, 

4- 3-T- 4 1 . Verf ahren nach einem der Anspruche 5^24 bis 403-, wo- 
20 bei als f alschungssichere Markierung eine Markierung verwen- 

det wird, welche eine mit einem Gegenstand verbundene, elek- 
tromagnetische Wellen reflektierende erste Schicht (1) auf- 
weist, auf welcher eine fur elektromagnetische Wellen durch- 
lassige, inerte zweite Schicht (3) mit einer vorgegebenen 
25 Dicke aufgebracht ist, wobei eine aus metallischen Clustern 

gebildete dritte Schicht (4) auf der zweiten Schicht (3) auf- 
gebracht ist. 

4r4-7 -4 2 . Verf ahren nach Anspruch 4-3-1, wobei die zumindest eine 
3 0 der Schicht en (1, 3, 4,5) eine Struktiir auf weist. 

4r5- ^43. Verf ahren nach Anspruch 41-3^ oder 424r, wobei eine die 
dritte Schicht (4) liberdeckende , fur elektromagnetische Wel- 
len durchlassige inerte vierte Schicht (5) vorgesehen ist. 

35 
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4r6- ^44 . Verf ahren nach einem der Anspriiche 4 3^3- bis ^3&, wobei 
die metallischen Cluster aus Silber, Gold, Platin, Aluminium, 
Kupfer, Zinn, Eisen, Kobalt, Chrom, Nickel, Palladium, Titan 
Oder Indium gebildet sind. 

5 

4-7-T -4 5 . Verf ahren nach einem der Anspruche 41^3- bis 44-6-, wobei 
die zweite (3) und/oder vierte Schicht (5) aus einem der fol- 
genden Materialien hergestellt ist/sind: Metal loxid, . Metal 1- 
nitrit, Metallcarbid, insbesondere aus Siliziumoxid, -nitrit, 
10 Zinnoxid, -nitrit, Aluminiumoxid, -nitrit oder Polymer, ins- 
besondere Polycarbonat (PC) , Polyethylen (PE) , Polypropylen 
(PP) , Polyurethan (PU) , Polyimid (PI), Polystyrol (PS), Po- 
lyehtylenterephthalat (PET) oder Polymethacrylat (PMA) . 

15 ' 4- ^4 6 . V erf ahren nach einem der Anspruche 4:1^ bis 45-7-, wobei 
bei einem Abstand zwischen der ersten (1) und der dritteh 
Schicht (4) von weniger als 2 \xm ein eindeutig identif izier- 
bare Farbung erkennbar ist. 

2 0 4-9— 4 7 . Verf ahren nach einem der Anspruche 43^-3' bis 4&B-, wobei 
die Schichten (14, 16, 17, 18) mittels Dunnschichttechnolo- 
gie, wie PVD oder CVD, sowie Drucktechniken, wie Tiefdruck, 
hergestellt ist/sind. 
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Neue Patentanspruche 

1. Vorrichtung zur Priifung der Authentizitat einer fal- 
schungssicheren Markierung mit in Abhangigkeit . des Beobach- 
tungswinkels sich andernden Farben, mit 

a) mehreren, Licht in einem vorgegebenen Spektralbereich 
emittierenden, ersten Lichtquellen (1) , wobei sich die ersten 
Lichtquellen (1) in der Wellenlange ihres Emissionsmaximums 
voneinander unterscheiden, und wobei die ersten Lichtquellen 
(1) in einem Gehause (5) so aufgenommen sind/ dass sie die 
Oberflache (O) bei darauf aufgesetztem Gehause (5) unter ei- 
nem vorgegebenen ersten Winkel (al) bestrahlen, 

b) mehreren, in einem vorgegebenen Spektralbereich emittie- 
irenden, zweiten Lichtquellen (3) , wobei sich die zweiten 
Lichtquellen (3) in der Wellenlange ihres Emissionsmaximums 
voneinander unterscheiden, und wobei die zweiten Lichtquellen 
(3) im Gehause (5) so aufgenommen sind, dass sie die Oberfla- 
che (O) bei darauf aufgesetztem Gehause (5) unter einem vor- 
gegebenen dritten Winkel (pi) bestrahlen, 

c) einem in einem zweiten Winkel .(a2) angeordneten ersten 
Mittel (2) zur Messung der Intensitaten des von der Oberfla- 
che (O) ref lektierten Lichts, und 

d) einem Mittel (7) zum automatischen Vergleich der gemes- 
senen Intensitaten mit fur die jeweiligen Lichtquellen (1) 
fur mindestens eine vorgegebene Farbe gespeicherten Referenz- 
Intensitaten. 



2. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei ein in einem vierten 
Winkel (P2) angeordnetes zweites Mittel (4) zur Messung der 
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Intensitaten des von der Oberflache (O) ref lektierten Lichts 
vorgesehen ist. 

3. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei 
5 der vorgegebene Spektralbereich bei halber Maximalintensitat 

eine Breite von weniger als 100 nm, vorzugsweise von' weniger 
als 50 nm, aufweist. 

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei 
10 die Lichtquellen (1, 3) Leuchtdioden, Laser oder die freien 

Enden von damit verbundenen Lichtleitf asern sind. 

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei 
das.Mittel zur Messung der Intensitaten mindestens eine Foto- 

15 diode (2, 4) aufweist. 

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei 
das auf die Oberflache (O) unter dem ersten Winkel (al) ein- 
gestrahlte Licht spekular reflektiert in dem zweiten Winkel 

2 0 {a2) gemessen wird . 

7. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 3 bis 7, wobei das 
auf die Oberflache (O) unter dem dritten Winkel (pi) einge- 
strahlte Licht spekular reflektiert in dem vierten Winkel 

25 (p2) gemessen wird. 

8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei 
der erste (al) und der dritte (pi) Winkel voneinander ver- 
schieden sind und in einem Bereich von 5® bis 60°, vorzugs- 

30 weise von 15° bis 45°, liegen. 

9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei 
eine Einrichtung zum sequenziellen Beleuchten der Oberflache 
(O) mit den Lichtquellen (1, 3) und zum Messen (2, 4) der je- 
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3 . 

weiligen Intensitaten des ref lektierten Lichts in definierter 
Reihenfolge vorgesehen ist. 

10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, wo- 
5 bei das Emissionsmaximum der Lichtquellen (1, 3) im nahen 

UV- , im sichtbaren- oder im IR-Spektralbereich liegt'. 

11. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, wo- 
bei die Beleuchtungs- und die Messdauer in Abhangigkeit~ der 

10 Leuchtcharakteristik jeder der Lichtquellen (1, 3) und/oder 

der Messcharakteristik des Mittels (2, 4) zur Messung der In- 
tensitaten festgelegt wird. 

12. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wo- 
15. bei eine mechanische, elektronische oder Software- technische 

Einrichtung zur Kompensation von Untergrundlicht vorgesehen 
ist . 

13. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wo- 
20 bei zur Trennung der Storsignale von den Messsignalen eine 

Einx-ichtung zur Modulation der Lichtquellen (1, 3) vorgesehen 
ist. ■ ' * 

14 . Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche wo- 

2 5 bei mindestens 3 und hochstens 12 erste (1) und/oder zweite 

(3) Lichtquellen vorgesehen sind. 

15. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wo- 
bei das Mittel zum automatischen Vergleich oder zur Berech- 

3 0 nung der Koordihaten im Farbraum einen Microcontroller (7) 

aufweist.' 

16. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wo- 
bei eine Anzeigevorrichtung (12) , vorzugsweise ein Display 
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Oder eine oder mehrere weitere Leuchtdioden, zur Anzeige des 
beim Vergleich ermittelten Ergebnisses vorgesehen ist. 

17- Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wo- 
5 bei die f alschungssichere Markierung eine mit einem Gegen- 
stand verbundene, elektromagnetische Wellen ref lekt ierende 
erste Schicht (14) aufweist, auf welcher eine fur elektroma- 
gnetische Wellen durchlassige , inerte zweite Schicht (16) mit 
einer vorgegebenen Dicke aufgebracht ist, und wobei eine aus 
10 metallischen Clustern gebildete dritte Schicht (17) auf der 
zweiten Schicht (16) aufgebracht ist. 

18. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprxiche, wo- 
bei zumindest eine der Schichten (14, 16, 17, 18) eine Struk- 

15 tur aufweist. 

19. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, wo- 
bei eine die dritte Schicht (17) uberdeckende , fur elektroma- 
gnetische Wellen durchlassige inerte vierte Schicht (18) vor- 

20 gesehen ist. 

20. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, wo- 
bei die metallischen Cluster aus Silber, Gold, Platin, Alumi- 
nium, Kupfer, Zinn. oder Indium gebildet sind. 

25 

21. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, wo- 
bei die zweite (16) und/oder vierte Schicht (18) aus einem 
der folgenden Materialien hergestellt ist/sind: Metalloxid, 
Metallnitrit , Metallcarbid, insbesondere aus Siliziurnoxid, 

30 -carbid, -nitrit, Zinnoxid, -nitrit, Aluminiumoxid, -nitrit 
odei" Polymer, insbesondere Polycarbonat (PC) , Polyethylen 
(PE) , Polypropylen (PP) , Polyurethan (PU) , Polyimid (PI), Po- 
lys tyrol (PS) Oder Polymethacrylat (PMA) . 
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22. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wo- 
bei bei einem Abstand zwischen der ersten (14) und der drit- 
ten Schicht (17) von weniger als 2 |Lim eine eindeutig identi- ' 
fizierbare Farbung erkennbar ist . 

5 

23. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wo- 
bei die Schichten (14, 16, 17, 18) mittels Dunnschichttechno- 
logie, insbesondere mittels PVD, CVD, oder Drucktechniken, 
wie Tiefdruck, hergestellt ist/sind. 

10 

24. Verfahren zur Prufung der Authentizitat einer fal- 
schungssicheren Markierung mit in Abhangigkeit des Beobach- 
tungswinkels sich andernden Farben, mit folgenden Schritten: 

15 aa) Bestrahlen der Oberflache (O) mit mehreren, Licht in ei- 
nem vorgegebenen Spektralbereich emittierenden, ersten Licht- 
quellen (1) unter einem ersten Winkel (al) , wobei sich die 
ersten Lichtquellen (1, 3) in der Wellenlange ihres Emissi- 
onsmaximums voneinander unterscheiden, 

20 

bb) Bestrahlen der Oberflache mit mehreren, Licht in einem 
vorgegebenen Spektralbereich emittierenden, zweiten Licht- 
quellen (3) unter einem dritten Winkel (Pl), wobei sich die 
zweiten Lichtquellen (3) in der Wellenlange ihres Emissions- 
2 5 maximums voneinander unterscheiden, 

cc) Messen der Intensitaten des- von der Oberflache (O) re- 
flektierten Lichts in einem zweiten Winkel {a2) , 

30 dd) Vergleichen der gemessenen Intensitaten mit fur die je- 
weiligen Lichtquellen (1, 3) fur mindestens eine vorgegebene 
Farbe gespeicherten Referenz- Intensitaten. . 

25. Verfahren nach Anspruch 24, wobei der vorgegebene Spek- 
35 tralbereich bei halber Maximalintensitat eine Breite von we- 
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niger als 100 nm, vorzugsweise von weniger als 50 nm, auf- 
weist. 

26. Verfahren nach einem der Anspriiche 24 oder 25, wobei die 
5 Intensitaten des von der Oberflache (O) ref lektierten Lichts 

in einem vierten Winkel {P2) gemessen wird. 

27. Verfahren nach einem der Anspruche 24 bis 26, wobei die 
Beleuchtungs- (al, p2) und Messwinkel {a2 , p2) durch Anbrin-. 

10 gender Lichtquellen (1, 3) und der Mittel (2, 4) zur Messung 
der Intensitaten in einem gemeinsamen Gehause (5) festgelegt 
werden. 

28. Verfahren nach einem der Anspruche 24 bis 21, wobei als 
15 Lichtquellen (1, 3) Leuchtdioden, Laser oder die freien Enden 

von damit verbundenen Lichtleitf asern verwendet werden. 

29. Verfahren nach einem der Anspruche 24 bis 28, wobei als 
Mittel zur Messung der Intensitaten mindestens eine Fotodiode 

2 0 (2, 4) verwendet wird. 

30. Verfahren nach einem der Anspruche 24 bis 29, wobei das 
auf die Oberflache (O) im ersten Winkel (al) eingestrahlte 
Licht spekular reflektiert unter dem zweiten Winkel (a2) ge- 

25 messen wird. 

31. Verfahren nach einem der Anspruche 24 bis 30, wobei das 
auf die Oberflache (O) im dritten Winkel (Pl) eingestrahlte 
Licht spekular reflektiert unter dem vierten Winkel (p2) ge- 

30 messen wird. 

32. Verfahren nach einem der Anspruche 24 bis 31, wobei der 
erste (al) und der dritte (Pl) Winkel voneinander verschieden 
sind und in einem Bereich von 5*^ bis 60^=*, vorzugsweise 15° 

35 bis 45°, liegen. 
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33. Verfahren nach einem der Anspruche 24 bis 32, wobei die 
Lichtquellen (1, 3) sequenziell in definierter Reihenfolge 
betrieben werden. 

5 

34. Verfahren nach einem der Anspruche 24 bis 33, wbbei das 
Emissionsmaximum der Lichtquellen (1, 3) . im nahen UV- , im 
sichtbaren- oder im IR-Spektralbereich liegt- 

10 35. Verfahren nach einem der Anspruche 24 bis 34, wobei die 
Beleuchtungs- und die Messdauer in Abhangigkeit der Leucht- 
charakteristik jeder der Lichtquellen (1, 3) urid/oder der 
Messcharakteristik des Mittels (2, 4) zum Messung der Inten- 
sitaten festgelegt wird. 

15 

36. Verfahren nach einem der Anspruche 24 bis 35, wobei. 
durch mechanische, elektronische oder Software- technische 
MaSnahmen Untergrundlicht kompensiert wird. 

20 37. Verfahren nach einem der Anspruche 24 bis 36, wobei zur 
Trennung der Storsignale von den Messsignalen die Lichtquel- 
len (1, 3) moduliert betrieben werden. 

38.. Verfahren nach einem der Anspruche 24 bis 37, wobei min- 
25 destens 3 und hochstens 12.erste (1) und/oder zweite Licht- 
quellen (3) vorgesehen sind. 

39. Verfahren nach einem der Anspruche 24 bis 38, wobei der 
automat ische Vergleich oder die Berechnung der Koordinaten im 

3 0 Farbraum unter Verwendung eines Microcontrollers (7) durchge- 
fiihrt wird. 

40. Verfahren nach einem der Anspruche 24 bis 39, wobei das 
beim Vergleich ermittelte Ergebnis mittels einer Anzeigevor- 
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richtung (12) , vorzugsweise eines Displays oder einer oder 
mehr'erer weitere Leuchtdioden, angezeigt wird. 

41. Verfahren nach einem der Anspriiche 24 bis 40, wobei als 
5 f alschungssichere Markierung eine Markieirung verwendet wird, 

welche eine mit einem Gegenstand verbundene, elektromagneti- 
sche Wellen ref lektierende erste Schicht (1) aufweist, auf 
welcher eine fur elektromagnetische Wellen durchlassige, 
inerte zweite Schicht (3) mit einer vorgegebenen Dicke aufge- 
10 bracht ist, wobei eine aus metallischen Clustern gebildete 
dritte Schicht (4) auf der zweiten Schicht (3) aufgebracht 
ist . 

42. Verfahren nach Anspruch 41, wobei die zumindest eine der 
15 Schichten (1, 3, 4,5) eine Struktur aufweist. 

43. . Verfahren nach Anspruch 41 oder 42, wobei eine die drit- 
te Schicht (4) iiberdeckende , fur elektromagnetische Wellen 
durchlassige inerte vierte Schicht (5) vorgesehen ist. 

20 

44. Verfahren nach einem der Anspriiche 41 bis 43, wobei die 
metallischen Cluster aus Silber, Gold, Platin, Aluminium, 
Kupfer, Zinn, Eisen, Kobalt, Chrom, Nickel, Palladium, Titan 
oder Indium gebildet sind. 

25 

45. Verfahren nach einem der Anspruche 41 bis 44, wobei die 
zweite (3) und/oder vierte Schicht (5) aus einem der folgen- 
den Materialien hergestellt ist/sind: Metalloxid, Metallni- 
trit, Metallcarbid, insbesondere aus Siliziumoxid, -nitrit, 

30 Zinnoxid, -nitrit, Aluminiumoxid, -nitrit oder Polymer, ins- 
besondere Polycarbonat (PC) , Polyethylen (PE) , Polypropylen 
(PP) , Polyurethan (PU) , Polyimid (PI), Polystyrol (PS), Po- 
lyehtylenterephthalat (PET) oder Polymethacrylat (PMA) . 
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46. Verfahren nach einem der Anspriiche 41 bis 45, wobei bei 
einem Abstand zwischen der ersten (1) und der dritten Schicht 
(4) von weniger als 2 |.im ein eindeutig ident if izierbare Far- 
bung erkennbar ist . 

47. Verfahren nach einem der- Anspriiche 41 bis 46, wbbei die 
Schichten (14, 16, 17, 18). mittels Diinnschichttechnologie , 
wie PVD Oder CVD, sowie Drucktechniken, wie Tiefdruck, herge- 
stellt ist/sind. 
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